Cercetare interdisciplinara
la scara nanometrica:
AFM, Raman confocal,
TERS

Laboratorul nou creat include, de asemenea, o
platforma NTEGRA Spectra (NT-MDT), achizitionata si
pusa in functiune la sfarsitul anului 2011. Echipamentul
integreaza Microscopul de Forta Atomica (AFM) si
spectrometrul Raman confocal SOLAR TII; pot fi
efectuate aproape toate modurile AFM existente,
furnizdnd informatie vasta privitoare la proprietatile
fizice ale probei studiate, cu rezolutie nanometrica, iar
simultan poate fi precizata compozitia chimica a probei
prin spectroscopia confocala Raman. Masuratorile pot
fi efectuate prin excitatie laser in configuratie directa si
n configuratie inversaté. In fiecare punct al probei este
inregistrat spectrul Raman complet, fiind prelucrat
ulterior cu softul de achizitie si prelucrare de date
integrat. Echipamentul este optimizat pentru Tip
Enhanced Raman Spectroscopy (TERS).

Datorita simplitatii si potentialului sdu de investigare,
AFM a devenit la ora actuala unul dintre instrumentele
indispensabile pentru nanotehnologie. Acesta are un
avantaj major, si anume acela ca aproape toate tipurile
de probe pot fi investigate, de la foarte dure, cum ar fi
suprafete ale materialelor ceramice sau dispersii de
nanoparticule metalice, sau foarte moi, de pilda polimeri
extrem de flexibili, celule umane sau molecule de ADN
individuale. Un microscop de for{a atomica ne permite,

de exemplu, sa obtinem imagini care ilustreaza

aranjamentul atomilor individuali intr-o proba sau
structura moleculelor individuale. Alaturi de capacitatile
sale de imagistica, AFM are diverse moduri
spectroscopice prin care pot fi determinate si alte
proprietati la scara nanoscopica, iar amplificarea
puternica a campului electromagnetic in proximitatea

asperitatilor metalice nanometrice (nanoantene)

completeaza aceste informatiji cu spectre TER.

Utilizand un varf AFM special modificat, metalizat cu
Au/Ag (Quorum 150R S), intensitatea semnalului
Raman provenind de la un spot nanometric perfect
localizat pe suprafata este multiplicata cu cateva ordine
de marime. Pentru a pastra un echilibru optim intre
intensitatea maxima a semnalului si penetrarea minima
in proba, platforma instalatd la INCDTIM a fost

configurata cu trei laseri.

Sistem de depunere Quorum Q1508

Laborator de
Microscopie de
Scanare a
Suprafetelor

Platforma NTEGRA Spectra
imbina un Spectrometru Raman
confocal cuplat cu un Microscop
de Forta Atomica

Configuratii:

Directa: pentru experimente
simultane AFM - Raman TERS
pentru probe opace; obiectiv
100x (NA 0.7)

Inversata: optimizata pentru
experimente simultane AFM -
Raman - TERS pentru probe pe
substrat transparent; Microscop
Olympus IX71, obiectiv cu
imersie n ulei (NA 1.3)

Modalitati de scanare: cu varful
sau cu proba

Masuratori in aer, lichide, medii
gazoase, vid (0.5 x 102 Torr)

Celulda QCM (Quartz Crystal
Microbalance), celula inchisa
pentru masuratori in lichid

Scannere interschimbabile:
100x100x10 pm si 1x1x1 uym

Operare stand alone

Sunt disponibile majoritatea
modurilor AFM

Aer si vid: contact;
semi-contact; non-contact,
Microscopie de Forta Laterala
(LFM), Imagistica Rezistentei
Electrice (SRI), Microscopie prin
Modularea Fortei (FMM),
Microscopie de raspuns Piezo
(PFM), Imagistica de faza,
Microscopie de Forte Magnetice
(MFM), Microscopie de Forte
Electrostatice (EFM),
Microscopie de Scanare a
Capacitatii (SCM), Microscopie
Kelvin Probe (SKM),
Spectroscopie AFM,
Microscopia Fortelor de
Adeziune, Litografie AFM (forta
si voltaj); STM/STS

Lichid: contact, semi-contact,
LFM, FMM, Imagistica de faza,
Spectroscopie AFM

Achizitie de date si procesarea
imaginilor: NOVA software

Spectrometru Raman SOLAR Tl

Laseri: 532 nm, 632.8 nm, 785 nm
filtru Rayleigh 90 cm!

Rezolutie spectrala: < 0.22 cm™!
(532 nm), < 0.1 cm™ (785 nm)
Rezolutie spatiala: < 200 nm
(XY), 500 nm (2)

4 retele de difractie: 150, 600,
1800 Is/mm, Echelle (rezolutie
spectrala < 0.1 cm™)

Detectie: camera CCD

Sistem de izolare la vibratji: masa
optica NEWPORT RS4000



